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Na YBa2Cu307-x (YBCO tenkych vrstvach s orientéaciou v snere osi c¢ boli nerané
I (V) charakteristiky ponocou kryogenného Rastrovaci eho tunel ového mi kroskopu/
spektroskopu s Ptlr hrotom Na kontaktoch YBCO-Ptlr boli nenerané zneny odporu z
vysoko- odpor ového do ni zko- odporového stavu, resp. naopak v zavislosti od
polarity prilozeného napatia na Ptlr hrot. Taktiez boli namerané zavislosti
jednotlivych stavov od teploty v teplotnomrozsahu 77 K az 300 K a veIkosti
prepinaci eho napatia. Z naneranych charakteristik je vidiet, Ze so zvysujlci m sa
prepinaci m napatim sa odpor vysoko-odporového stavu neneni, no odpor nizko-
odporového stavu vyrazne klesa. Teplotna zavi sl ost nizko-odporového stavu je
naopak nevyrazné, no odpor a velrkost bariéry vysoko-odporového stavu s
kl esaj Ucou teplotou pormerne rychl o rastie. Namerané charakteristiky koresponduju
s I (V) charakteristikam naneranym na planarnych spojoch, ako aj s teoretickym
nodel om



